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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 20: Sectional specification — Fixed metallized polyphenylene sulfide

film dielectric surface mount d.c. capacitors
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hternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization, cQ
ptional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IECy\s) to
ational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electfonic f
nd and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Speci
hical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter sreferred to
Cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee i
e subject dealt with may participate in this preparatory work. International,governmental 3
nmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborate
the International Organization for Standardization (ISO) in accordance ‘With conditions deterr
ment between the two organizations.

prmal decisions or agreements of IEC on technical matters express,‘aswearly as possible, an inte
bnsus of opinion on the relevant subjects since each technical-committee has representation
sted IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC
hittees in that sense. While all reasonable efforts are made” to ensure that the technical conter
Cations is accurate, IEC cannot be held responsiblefor the way in which they are used or
terpretation by any end user.

Her to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Pul
barently to the maximum extent possible in‘their national and regional publications. Any di
ben any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly ind
tter.

tself does not provide any attestation oficonformity. Independent certification bodies provide ¢
sment services and, in some areas,\access to IEC marks of conformity. IEC is not responsiblé
es carried out by independent certification bodies.

ers should ensure that they have-the latest edition of this publication.

hbility shall attach to IEC orits directors, employees, servants or agents including individual exq
bers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property da
damage of any nature“whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal f
hses arising out of \the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any o
Cations.

tion is drawnto~the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publid
ensable forthe correct application of this publication.

tion is<drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the s
t righits,NNEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

mprising
promote
ields. To
ications,
as “IEC
terested
nd non-
5 closely
hined by

rnational
from all

National
t of IEC
for any

lications
ergence
icated in

nformity

e for any

erts and
mage or
pes) and
her IEC

ations is

ubject of

Interna

ional Standard |EC 60384-20 has heen Inn::lnsmzsri hy |IEC technical commit

ee 40:

Capacitors and resistors for electronic equipment.

This third edition cancels and replaces the second edition, published in 2008, and constitutes
a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous

edition:

a) Revision of the structure in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2:2011 (sixth edition)
to the extent practicable, and harmonization between other similar kinds of documents.

b) In addition, Clause 4 and all the tables have been reviewed in order to prevent

dup

lications and contradictions.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
40/2381/FDIS 40/2394/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of_all parfq in the |[EC 60384 serijes Inuhlithd under the gpnpral title Fixed cay acitors
for uselin electronic equipment, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iecich" in thHe data
related|to the specific publication. At this date, the publication will be
e reconfirmed,

e withdrawn,

. replaced by a revised edition, or

e amended.
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FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 20: Sectional specification — Fixed metallized polyphenylene sulfide

1 Ge

1.1

film dielectric surface mount d.c. capacitors

neral

This part of IEC 60384 applies to fixed surface mount capacitors for direct currerI\t, with

metalli
These
mount
"self-h
applica

These
grade 3

Capaci
IEC 60

Capaci

1.2

The ob
from IH
method
severiti
be of e

1.3 Normative references

The fol
are ind
undate

amendments)-applies.

ed electrodes and polyphenylene sulfide dielectric for use in electronic-equ
apacitors have metallized connecting pads or soldering strips and aré“intende
d directly onto substrates for hybrid circuits or onto printed boards, They m3g
aling properties" depending on conditions of use and are primarily inteng
ions where the a.c. component is small with respect to the rated’voltage.

capacitors are divided to 3 grades. Performance grade 4 _for long life, perfo
for general purpose and performance grade 3 for miniature type.

ors for radio interference suppression are net included, but are cove
B84-14.

ors used for motor or fluorescent lamp are*Qutside the scope of this standard.

Dbject

ect of this standard is to prescribe preferred ratings and characteristics and tg
FC 60384-1, the appropriate,quality assessment procedures, tests and me
s and to give general performance requirements for this type of capacito
es and requirements preséribed in detail specifications referring to this standa
ual or higher performance level, lower performance levels are not permitted.

owing documents, in whole or in part, are normatively referenced in this docum

] referénces, the latest edition of the referenced document (includin

pment.
d to be
y have
ed for

f[mance

red by

select
Asuring
r. Test
d shall

ent and

spensableg)for its application. For dated references, only the edition cited applies. For

g any

IEC 60

622004, Marking codes for resistors and capacitors

IEC 60063, Preferred number series for resistors and capacitors

IEC 60068-1:2013, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 60384-1:2008, Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 1: Generic
specification

IEC 61193-2:2007,

plans for inspection of electronic components and packages

ISO 3,

Preferred numbers — Series of preferred numbers

Quality assessment systems — Part 2: Selection and use of sampling
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1.4 Information to be given in a detail specification
1.41 General

Detail specifications shall be derived from the blank detail specification.

Detail specifications shall not specify requirements inferior to those of the generic, sectional
or blank detail specification. When more severe requirements are included, they shall be
listed in 1.9 of the detail specification and indicated in the test schedules, for example by an
asterisk.

The information given in 1.4.2 may, for convenience, be presented in tabular form.

The following information shall be given in each detail specification and the values [quoted
shall preferably be selected from those given in the appropriate clause of this standard

1.4.2 Outline drawing and dimensions

There ghall be an illustration of the capacitor as an aid to easy recognition and for comparison
of the|capacitor with others. Dimensions and their associated \tolerances, which affect
interchangeability and mounting, shall be given in the detail specification. All dimensions shall
preferaply be stated in millimetres, however, when the original*dimensions are given in[inches,
the converted metric dimensions in millimetres shall be added.

The numerical values of the body shall be given as follows:

— for general: the width, length and height,

The numerical values of the terminals shall be given as follows:
— for ferminals: the width, length and;spacing.

When the configuration is other than_described above, the detail specification shall stafe such
dimensjonal information as will adequately describe the capacitors.

1.4.3 Mounting

The mgthod of mounting-for tests and measurements are given in 4.1. The detail specification
shall sgecify the methods”of mounting for normal use.

1.4.4 Ratings{and characteristics

1.4.4.1 General

The ratings”and characteristics shall be given in accordance with the relevant clauses| of this
standard, together with the following.

1.4.4.2 Nominal capacitance range

See 2.2.1.

When products approved to the detail specification have different nominal capacitance ranges,
the following statement should be added: "The nominal capacitance range available in each
voltage range is given in the register of approvals, available for example on the IECQ on-line
certificate system website www.iecq.org”.

1.4.4.3 Particular characteristics

Additional characteristics may be listed, when they are considered necessary to specify
adequately the component for design and application purposes.
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1.4.4.4 Soldering

The d

1.4.5

etail specification shall prescribe the test methods, severities and requirements
applicable for the solderability and the resistance to soldering heat tests.

Marking

The detail specification shall specify the content of the marking on the capacitor and on the
packaging. When there are deviations from 1.6, these shall be given in the detail specification.

1.5 Terms and definitions

For thg purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60384-1.2
well as|the following apply.

1.5.1
perfor
<long

mance grade 1 capacitors

paramgdters

1.5.2
perfor

mance grade 2 capacitors

<generpl purpose> capacitors for general application where\the stringent requireme

grade

1.5.3
perfor

1 capacitors are not necessary

mance grade 3 capacitors

<low ppwer, miniature type> miniature type capacitors having a rated voltage of les

63V a

1.6
1.6.1

See |E

1.6.2

nd for which less stringent requirements‘than for grade 2 capacitors are accepta

Marking
General

> 60384-1:2008, 2.4, with\the following details.

Information for marking

The infprmation giveniin the marking is normally selected from the following list. The
importgnce of eachiitem is indicated by its position in the list:

)
)
c) tol
)
)

nominal capacitance (in clear or code according to IEC 60062:2004);

rated voltage (d.c. voltage may be indicated by the symbol ——— or —);

D08, as

life> capacitors for long-life applications with stringent requirements for the electrical

nts for

5s than
ble

relative

rance on nominal capacitance;

category voltage;
year and month (or, year and week) of manufacture;

f) manufacturer's name and/or trademark;

g) manufacturer's type designation;

h) reference to the detail specification.

1.6.3

Markin

Marking on capacitors

g on capacitors are marked as necessary.

Any marking shall be legible and not easily smeared or removed by rubbing with the finger.
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1.6.4 Marking on packaging

The packaging containing the capacitors should be clearly marked with all the information
listed in 1.6.2 as necessary.

2 Preferred ratings and characteristics

2.1 Preferred characteristics

Preferred climatic categories shall be given in the preferred characteristics only.

overed DY darda are ed

the gerjeral rules givn in IE 600- :13, Anex A.
The lower and upper category temperature shall be taken from the following:
lower cptegory temperature: -55 °C, -40 °C and -25 °C;

upper dategory temperature: +100 °C, +105 °C, +125 °C and-+155 °C.

With cgqntinuous operation at 155 °C in excess of the endurance test time, acceleratedl aging
has to be considered (see detail specification).

The seyerities for the cold and dry heat tests are the 1ower and upper category tempefratures
respectively.

2.2 Preferred values of ratings
221 Nominal capacitance (Cy)

Preferrged values of nominal capacitance shall be taken from the E 6 series of IEC 60063 are:
1%=15-2,2-3,3-4,7and6,8;

and thgir decimal multiples~(x 10", n: integer).

If other|values are réquired they shall preferably be chosen from the E 12 series.

2.2.2 Tolerance on nominal capacitance

The prefefred values of tolerance on nominal capacitance are: +5 %, +10 % and +20 %

2.2.3 Rated voltage (Ug)

Preferred values of rated direct voltage taken from R 10 series of ISO 3 are:
1,0-16-25-4,0-5,0-6,3;
and their decimal multiples (x 10", n: integer).

The sum of the d.c. voltage and the peak a.c. voltage applied to the capacitor should not
exceed the rated voltage.

The value of the peak a.c. voltage should not exceed the following percentages of the rated
voltage at the frequencies stated in Table 1 and should not be greater than 280 V, unless
otherwise specified in the detail specification.
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Table 1 — Percentage limit of the rated
voltage at a.c. voltage frequency

AC voltage frequency Percentage limit of
the rated voltage
Hz %
50 20
100 15
1000 3
10 000 1

2.2.4 Category voltage (U¢)

The cafegory voltage for capacitors is given in Table 2 and Table 3.

2.2.5 Rated temperature

The stgndard value of rated temperature is 100 °C or 105 °C.

Table 2 — Category voltages for upper category temperature 125 °C

Dimensiops in volt

Upper category temperature 125 ¢C /*rated temperature 100 °C, or 105 °C
Ur 10 16 25 40 50 63 100 160 250 400
Uc £ 0,80 Ug 8,0 13 20 32 40 50 80 130 200 320

Table 3 — Category voltages for upper category temperature 155 °C

Dimensiops in volt

Upper/category temperature 155 °C / rated temperature 100 °C, or 105 9C
Ur 10 16 25 40 50 63 100 160 250 400
Uc £ 0,50 Ug 5,0 8,0 13 20 25 32 50 80 130 400

3 Quality assessment procedures

3.1 Irrimary stage of manufacture

The primary stage of manufacture is the winding of the capacitor element or the equivalent
operation.

3.2  Structurally similar components

Capacitors, considered as being structurally similar, are capacitors produced with similar
processes and materials, though they may be of different case sizes and values.

3.3 Certified test records of released lots

The information required in IEC 60384-1:2008, Q.9 shall be made available when prescribed
in the detail specification and when requested by a purchaser. After the endurance test the
required parameters are the capacitance, tangent of loss angle and the insulation resistance.
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3.4 Qualification approval procedures

3.4.1

General

The procedures for qualification approval testing are given in IEC 60384-1:2008, Q.5.

C 2015

The schedule to be used for qualification approval testing on the basis of lot-by-lot and
periodic tests is given in 3.5. The procedure using a fixed sample size schedule is given in
3.4.2 and 3.4.3.

3.4.2

Qualification approval on the basis of the fixed sample size procedure

The fix
The sa
The sa

The sa
and, fo
four ra
range,
When t
be that

Two (fd
specim
manufg

The nu
numbe

When
numbe
require

Table 4
permiss

3.4.3

The co
capacit
the ord

mple shall be representative of the range of capacitors for which approvalnis
mple may be the whole or part of the range given in the detail specification!

mple shall consist of four specimens having the maximum and minimurn rated vq
[ these voltages, the maximum and minimum capacitances. Whemthere are mo
ed voltages an intermediate voltage shall also be tested. Thus,sfor the appro
testing is required of either four or six values (capacitance/voltage combin
he range consists of less than four values, the number of specimens to be testq
required for four values.

r six values) or three (for four values) per value/may be used as replacems
ens  which are non-conforming because of< incidents not attributable
cturer.

mbers given in Group 0 assume that all>groups are applicable. If this is not
s may be reduced accordingly.

bdditional groups are introduced\into the qualification approval test schedu
of specimens required for Group O shall be increased by the same number
d for the additional groups.

gives the number of samples to be tested in each group or subgroup together {
5ible number of nonsconforming items for qualification approval tests.

Tests
mplete series of tests specified in Table 4 and Table 5 are required for the app

er given:

The wH

Ed sample size procedure is described in IEC 60384-1:2008, Clause Q.5.3, fist item b).

sought.

Itages,
re than
al of a
btions).
d shall

nts for
to the

so the

le, the
as that

vith the

oval of

prs covéred by one detail specification. The tests of each group shall be carried out in

ole Qnmpln shall he ellhjpnTpd to the tests of (—‘.rmlp 0_and then divided for th

e other

groups.

Non-conforming specimens found during the tests of Group 0 shall not be used for the other

groups.

Approval is granted when the number of non-conforming samples is zero.

Table 4 and Table 5 together form the fixed sample size test schedule for the qualification
approval on the basis of the fixed sample size procedure.

Table 4 gives the number of the samples or permissible non-conforming items for each tests
or test groups.
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Table 5 gives a summary of the test conditions and performance requirements, and choices of

the test conditions and performance requirements in the detail specification.

The test conditions and performance requirements for the qualification approval on the basis
of the fixed sample size procedure should be identical to those for quality conformance

inspections given in the detail specification.

Table 4 — Sampling plan for qualification approval — Assessment level EZ

Permissible
Grou Number of number of
no P Test Subclause specimens non-confor-
* g items
n® C
Visual examination 4.2 1444124
Dimensions 4.2
{ Capacitance 4.3.2
Tangent of loss angle 4.3.3
Voltage proof 4.3.1
Insulation resistance 4.3.4
Spare specimens 12
Resistance to soldering heat 4.6
1A 12 0
Component solvent resistance ° 443
Solderability 4.7
1B 12 0
Solvent resistance of the marking ® 4.14
2 Substrate bending test 4.5 12 0
Mounting 4.1
Visual examination 4.2.1
3 Capacitance 4.3.2 108 0°
Tangent of loss angle 4.3.3
Insulation resistance 4.3.4
Shear test 4.4 24 0
3.1 Rapid change Jof temperature 4.8
Climatic sequence 4.9
3.2 | Damp.heat, steady state 4.10 24 0
3.3 _[\Endurance 4.1 36 0
3.4_) Charge and discharge 4.12 24 0
a8 Capacitance/voltage combinations. see 3.4.2.
b If required.
¢ Specimens found defective after mounting shall not be taken into account when calculating the permissible
non-conforming items for the following tests. They shall be replaced by spare parts.
d  Spare specimens.
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Table 5 — Test schedule for qualification approval (7 of 5)

Subclause number and test 2,

inspection items

Conditions of test 2
and measurements

Number of
specimens (n) and
number of
permissible non-
conformances (c)

Performance
requirements 2

Group 0 ND See Table 4
4.21 Visual examination As in 4.2.2 See detail
specification
4.2 Dimensions (detail) See detail
specification
4.3.2 Capacitarce AS 4322 Whthimspecified
tolerance
4.3.3 Tangent of loss angle As in 4.3.3.2 See Table 9
4.3.1 Voltage proof As in 4.3.1.2 and No(breakdowr or
4.31.3 flashover. Self-
healing breakflowns
allowed
4.3.4 Insulation resistance As in 4.3.4.2 See Table 10
Group 1A D See Table 4
4.6 Resistance to soldering heat Asin 4.6.3
4.6.2 Initial inspections As in 4.3.2.2
Capacitance
4.6.4 Recovery Asin4.6.4
4.6.5 Final inspections As in 4.2.2 No signs of damage
Visual examination such as crackp
Capacitance As in 4.3.2¢2 |ac/c| <2 A of
value measured in
4.6.2, howevefr,
<3 % for Grade 3
413 Component solvent As in 4.13 See detail
resistance © specification
Method 2
Group 1B D See Table 4
4.7 Solderability As in 4.7.2
4.7.3 Final inspections As in 4.2.2 Areas to be s¢ldered
Visual examinatiopn shall be covered with
a new solder ¢oating
with no more {han a
small amount jof
scattered
imperfections jsuch as
pinholes or ur-wetted
or de-wetted greas.
These imperfgctions
shall not be
concentrated in one
area.
4.14 Solvent resistance of the As in 4.14 Legible marking

marking ¢ ¢

Method 1
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Table 5 (2 of 5)

Number of
Subclause number and test 2, D or | Conditions of test ? specr:umntir;ser(r;)fand Performance
inspection items ND® | and measurements . requirements 2
permissible non-
conformances (c)
Group 2 D See Table 4
4.5 Substrate bending test See
IEC 60384-1:2008,
4.35
4.5.2 |Initial inspections As in 4.3.2.2
Capactane
4.5.3 [Final inspections Asin 4.2.2 No visible daage
Visual examination
Capacitance As in 4.3.2.2 (under |AC/C| for Qrade 1
board bending and Grade 2:
position) <2 %, Grade B:
<5 % of valusg
measured in 4.5.2.
Group D See Table4
4.1 Mounting As in 4.1
Substrate
material: ... 9
Visual examination Asin 4.2.2 See detail
specification
Capacitance Asin 4.3.2.2 |ac/c| for Grade 1
and Grade 2
<2 %, Grade B:
<3 % of valusg
measured in 4.3.2
Tangent of loss angle Asdin 4.3.3.2 See detail
specification
Insulation resistance As in 4.3.4.2 See detail
specification
Subgroup 3.1 D See Table 4
4.4 Shear test As in 4.4
4.8 Rapid change of As in 4.8.3
temperature
T, = Lower category
temperature
Ty = Upper category
temperature
4.8.2 |Initial inspections
Capacitance As in 4.3.2.2
Tangent of loss angle As in 4.3.3.2
4.8.4 Final inspections
Visual examination As in 4.2.2 No visible damage
Capacitance As in 4.3.2.2 See detail
specification
Tangent of loss angle As in 4.3.3.2 See detail

specification
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Subclause number and test 2,

inspection items

D or
NDP

Conditions of test ?
and measurements

Number of
specimens (n) and
number of
permissible non-
conformances (c)

Performance
requirements 2

4.9 Climatic sequence
4.9.2 |Initial inspections
Capacitance
Tangent of loss As in 4.3.2.2
Angle
at 10 kHz for C\ < 1 uF As in 4.3.3.4
at 1 kHz for C > 1 pF Asin 4.3.3.2
4.9.3 |Dry heat As in 4.9.3
Temperature:
upper category
temperature
Duration: 16 h
4.9.4 |Damp heat, cyclic, test Db, Asin 4.9.4
first cycle
495 |[Cold As in 4.9.5
Temperature: lower,
category
temperature
Duration: 2 h
4.9.6 |Damp heat, cyclic, test Db, As in 4.9:6 See Table 4
remaining cycles
4.9.7 |Recovery As in4.9.7
4.9.8 [Final inspections
Visual examination As in 4.2.2 No visible dafnage
Legible marking
Capacitance Asin 4.3.2.2 |ac/c| for Grade 1
and Grade 2:
<3 %, Grade B:
<5 % of valug
measured in 4.9.2.
Tangent of lo§s-ahgle:
at 10 kHZfor'C <1 puF Asin 4.3.3.4 Increase of tdn &
<0,002 5 for Grade 1
<0,004 for Grpde 2
<0,005 for Grpde 3
compared fo values
measured in 4.9.2
at 1 kHz for C >1 uF As in 4.3.3.2 Increase of tan &
<0,001 5 for Grade 1
<0,002 5 for Grade 2
<0,003 for Grade 3
compared to values
measured in 4.9.2
Insulation resistance As in 4.3.4.2 >50 % of values in

4.3.4.3 however,
>25 % for Grade 3
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Number of
Subclause number and test 2, D or | Conditions of test 2 specr:um;r;ser(r;)fand Performance
inspection items ND ? | and measurements . requirements 2
permissible non-
conformances (c)
Subgroup 3.2 D See Table 4
4.10 Damp heat, steady state As in 4.10.3
4.10.2 Initial inspections
Capacitance As in 4.3.2.2
Tangent of loss angle As in 4.3.3.2
4.10.4 |Recovery As in 4.10.4
4.10.5 |Final inspections
Visual examination As in 4.2.2 No_visible dafnage
Capacitance Asin 4.3.2.2 [ae/c| for Qrade 1
and Grade 2:
<3 %, Grade B:
<5 % of valug
measured in 4.10.2.
Tangent of loss angle As in 4.3.3.2 Increase of tgn &
<0,002 5 compared
to values medsured
in 4.10.2.
Insulation resistance As in 4.3.4.2 >50 % of valdes in
4.3.4.3, howeyver,
>25 % for Grade 3
Subgropp 3.3 D See Table 4
4.11 Endurance As in 4.11.3
4.11.2 Initial inspections As in 4.3°222
Capacitance
Tangent of loss angle
at 10 kHz for C < 1 uF As in 4.3.3.4
at 1 kHz for C > 1 uF Asin 4.3.3.2
4.11.4 Final inspections No visible dafnage
Visual examination As in 4.2.2 Legible marking
Capacitance Asin 4.3.2.2 |Ac/C| <5 % for
Grade 1
|ac/C| <8 % for
Grade 2 and {Grade 3
compared to
measurements in
4.11.2
Tangent of loss angle: Increase of tgn &
attokHzfor ey="tTfF Astr4-3-34 <0;003for Grade 1
<0,005 for Grade 2
and Grade 3
compared to values
measured in 4.11.2
at 1 kHz for C > 1 puF As in 4.3.3.2 Increase of tan &
<0,002 for Grade 1
<0,003 for Grade 2
and Grade 3
compared to values
measured in 4.11.2
Insulation resistance As in 4.3.4.2 >50 % of values in

4.3.4.3, however
>30 % for Grade 3



https://iecnorm.com/api/?name=4a7f71f8db2a4b7628728ad64d8a5459

- 18 —

Table 5 (5 of 5)

IEC 60384-20:2015 © IEC 2015

Number of
Subclause number and test 2, D or | Conditions of test ? specr:um;r;ser(r;)fand Performance
inspection items ND ? | and measurements . requirements 2
permissible non-
conformances (c)
Subgroup 3.4 D See Table 4
4.12 Charge and discharge As in 4.12.3
4.12.2 |Initial inspections
Capacitance As in 4.3.2.2
Tangent of 10ss angle
at 10 kHz for C\ <1 pF As in 4.3.3.4
at 1 kHz for C\ >1 pF Asin 4.3.3.2
4.12.4 |Recovery Asin 4.12.4 | AC/C| <3 % for
Grade 1
4.12.5 |Final inspections Asin 4.3.2.2 |ac/c| <5 % for
Capacitance Grade 2
compared to yalue
measured in 4.12.2
Tangent of loss angle: Increase of tgn &
. <0,003 for Grpde 1
at 10 kHz for C\ < 1 uF Asin 4.3.3.4 <0,005 for Grhde 2
compared to yalues
measured in 4.12.2
at 1 kHz for C >1 pF As in 4.3.3.2 Increase of tgn &
<0,002 for Grpde 1
<0,003 for Grpde 2
compared to yalues
measured in 4.12.2
Insulation resistance As in 4.3.4.2 >50 % of valyes in
4.3.4.3, however,
>30 % for Grade 3
@ Subg¢lause numbers of test and performance requirements refer to Clause 4.
b In tHis table: D = destructive\ND = non-destructive.
¢ This|test may be carried‘out on surface mount capacitors on a substrate.
4 Whdn different substrate materials are used for the individual subgroups, the detail specification should
indigate which substrate material is used in each subgroup.
¢ If refuired.
3.5 Quality conformance inspections
3.5.1 Formation of inspection lots
3.5.1.1 Groups A and B inspections

These tests shall be carried out on a lot-by-lot basis.

A manufacturer may aggregate the current production into inspection lots subject to the
following safeguards.

a) The inspection lot shall consist of structurally similar capacitors (see 3.2).

b) The sample tested shall be representative of the values and dimensions contained in the
inspection lot:

in relation to their number;


https://iecnorm.com/api/?name=4a7f71f8db2a4b7628728ad64d8a5459

IEC 60384-20:2015 © IEC 2015 -19 -

— with a minimum of five of any one value.

c) If there are less than five of any one value in the sample the basis for the drawing of
samples shall be agreed between the manufacturer and the certification body (CB).

3.5.1.2

Group C inspections

These tests shall be carried out on a periodic basis.

Samples shall be representative of the current production of the specified periods and select
the sample by rated voltage (high, low and middle) or dimensions. In order to cover the range
of approvals in any period, only one size of individual group divided with rated voltage (high,
low and middle) shall be tested. In subsequent periods, other sizes and/or voltage ratings in

produc

3.5.2

The tes

given in Clause 2, Table 4 of the blank detail specification.

ion shall be tested with the aim of covering the whole range.

Test schedule

5t schedule for the lot-by-lot and periodic tests for quality conformance inspe

ction is

3.5.3 Delayed delivery
When Jccording to the procedures of IEC 60384-1:2008, Q.10\re<inspection has to bg made,
soldergbility and capacitance shall be checked as specified iniGroup A and B inspectiops.
3.5.4 Assessment levels
The asgessment levels given in the blank detail spegification shall preferably be selected from
Table § and Table 7.
Table 6 — Lot-by-lot inspection
Inspeg¢tion subgroup P L2 n? c?
AO 100 % ©
A1 §-3 d 0
A2 S-3 d 0
B1 S-3 d 0
B2 S-3 d 0
@ |IL q inspection leyel
n = sample size
¢ = permissible number of non-conforming items
b The cohtent of the inspection subgroup is described in Clause 2 of the relevant blank detail specificatfon.
¢ Thel-inspeetion—shal—be—performed—after—removal—of—rorconforming—terms—by—+00-%—testing—during the

IEC

61193-2:2007, Annex A.

manufacturing process. The sampling level shall be established by the manufacturer, preferably according to

Whether the lot was accepted or not, all samples for sampling inspection shall be inspected in order to
monitor outgoing quality level by non-conforming items per million (x107%).

In case one or more non-conforming items occur in a sample, this lot shall be rejected but all non-
conforming items shall be counted for the calculation of quality level values.

Outgoing quality level by non-conforming items per million (x107%) values shall be calculated by
accumulating inspection data according to the method given in IEC 61193-2:2007, 6.2.

4 Number to be tested: Sample size shall be determined according to IEC 61193-2:2007, 4.3.2.



https://iecnorm.com/api/?name=4a7f71f8db2a4b7628728ad64d8a5459

- 20 - IEC 60384-20:2015 © IE

Table 7 — Periodic tests

C 2015

Inspection subgroup P2 n? c?
C1 3 12 0
C2 3 12 0
C3.1 6 27 0
C3.2 6 15 0
c3.3 3 15 0
C3.4 6 9 0
a8 p = periodicity in months
n = sample size
¢ = permissible number of non-conforming items
b The content of the inspection subgroup is described in Clause 2 of the blank detail specificatio

4 Te

This clause supplements the information given in IEC 60384-1:2008, Clause 4.

4.1 Mounting

See |IE

4.2 VYisual examination and check of dimensions

421

See |E

4.2.2

Visual

magnifijcation and lightingy appropriate to the specimen under test and the qualit

require
as well
the ma

423

See Ta

5t and measurement procedures

C 60384-1:2008, 4.33.

General

> 60384-1:2008, 4.4 with the following details.

Visual examination and check of dimensions
examination shall be ‘carried out with suitable equipment with approximate
d. The operator should have available facilities for incident or transmitted illum

erials, design, construction and physical dimensions are appropriate.

Requirements

ly 10x
y level
ination

as an appropriate’ measuring facility. The capacitors shall be examined to verify that

r)le 5+

4.3 Electrical tests

4.3.1
4.3.1.1

Voltage proof

General

See IEC 60384-1:2008, 4.6 with the following details:

4.3.1.2

Delete

Test circuit

the capacitor Cj.

The product of Ry and the nominal capacitance Cy shall be smaller than, or equal to, 1 s and
greater than 0,01 s.
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R, includes the internal resistance of the power supply.
R, shall limit the discharge current to a value equal to or less than 1 A.

4.3.1.3 Test conditions
The voltages given in Table 8 shall be applied between terminals, the measuring points of

Table 3 of IEC 60384-1:2008, for a period of 1 min for qualification approval testing and for a
period of 1 s for the lot-by-lot quality conformance testing.

Table 8 — Test voltages

Grade Test voltage
1 1,6 Ug
2 1,4 Ug
3 1,4 Ug

4.3.1.4 Requirements

See Taple 5.

4.3.2 Capacitance
4.3.2.1 General

See IEC 60384-1:2008, 4.7 with the following details.

4.3.2.2 Measuring conditions

The capacitance shall be measured at, or corrected to, a frequency of 1 000 Hz. For nominal
capacitpnce values >10 pF, 50 Hz.to 20 Hz may be used.

The applied peak voltage at 11000 Hz shall not exceed 3 % of the rated voltage, gand the
applied| peak voltage at 50.Hz to 120 Hz shall not exceed 20 % of the rated voltage| with a
maximym of 100 V (70 V-im.s.).

4.3.2.3 Requirements

See Taple 5.

4.3.3 Tangent of loss angle (tan )

4.3.3.1 General

See |IEC 60384-1:2008, 4.8 with the following details.

4.3.3.2 Measuring condition for measurements at 1 000 Hz
Test conditions are as follows:

— Frequency: 1 000 Hz;
— Peak voltage: <3 % of the rated voltage;

— Inaccuracy: <10 x 10~4 (absolute value).
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Requirements for measurements at 1 000 Hz

Tangent of loss angle shall not exceed the applicable values given in Table 9.

Table 9 — Tangent of loss angle limits

Nominal capacitance Tan & (absolute value)
nF Grade 1 capacitors Grade 2 capacitors
<1 0,002 0,004
>1 0,004 0,004

4.3.3.4 Measuring conditions for measurements at 10 kHz

For ca

requirefd in Table 5 for certain tests. Test conditions are as follows:

— Frefuency: 10 kHz;

- Vol

— Ina
4.3.4
4.3.41

See |IE

4.3.4.2 Measuring conditions

Prior t¢ the test, capacitors shall be carefully cleaned to remove any contaminatior

shall
measu

Before
resista
shall b

The m
points

The voltage shall be applied immediately at the correct value through the internal res
of the Joltage source.

pacitors with Cy < 1 pF, tangent of loss angle shall be measured  in)jadditio

age: 1Vrm.s,

curacy: <10 x 10~4 (absolute value).
Insulation resistance
General

C 60384-1:2008, 4.5 with the following details:

e taken to maintain cleanlinéss in the test chambers and during p
fements.

the measurement, the jcapacitors shall be fully discharged. The product
Ice of the discharge circuit and the nominal capacitance of the capacitor ung
>0,01 s or any other value prescribed in the detail specification.

gasuring voltage shall be in accordance with IEC 60384-1:2008, 4.5.2. The me
shall be in{accordance with Table 3 of IEC 60384-1:2008.

n when

. Care
pst-test

of the
er test

asuring

stance

The product of the internal resistance and the nominal capacitance of the capacitor shall be

smalle

r than 1 s or any other value prescribed in the detail specification.
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4.3.4.3 Requirements

The insulation resistance shall meet the requirements given in Table 10.

Table 10 — Requirements insulation resistance

M_inimal RC prog:luct Minimum insulation resistance
(R = insulation resistance between the terminations
between the terminations)
(C = nominal capacitance Cy)
s MQ
Cy > 0,33 puF Cy <0,33 uF
Rated voltage:
>100 V <100 V ‘ <63 V ‘ >100 V <100 V 63V
Grade:
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3

10 000 | 2500 5000 1250 1000 | 30000 | 7500 | #5000 | 3750 B 000

When the test is made at a temperature other than 20 °C, the result shall, when necesgary, be
corrected to 20 °C by multiplying the result of the measuremént by the appropriate cofrection
factor. |In case of doubt, measurement at 20 °C is decisive-’The correction factors diven in
Table [11 can be considered as an average for metallized polyphenylene sulfige film
capacitprs.

Table 11 — Correction factor dependent on test temperature

Temperature Correction factor

°C

15 0,95
20 1,00
23 1,03
27 1,07
30 1,09
35 1,14

4.4 $hear test

441 General

See IEC 60384-1:2008, 4.34.

4.5 Substrate bending test
4.5.1 General

See IEC 60384-1:2008, 4.35 with the following details:

4.5.2 Initial inspections

See Table 5.

4.5.3 Final inspections and requirements

See Table 5.
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4.6 Resistance to soldering heat

4.6.1

General

See IEC 60384-1:2008, 4.14 with the following details:

C 2015

4.6.2 Initial inspections

See Table 5.

4.6.3 Test conditions

Test cogmditiomsareas fottows:

— Method: Method 1 or 2, unless otherwise specified in detail specification;

— Durption: 5s+0,5so0r10s £ 1 s, unless otherwise specified in the detail*specific
If Methpd 1 is applied, immersion and withdrawal speed shall be 25 mm/s, 22,5 mm/s.
4.6.4 Recovery

The regovery period shall be 24 h + 2 h.

4.6.5 Final inspections and requirements

See Taple 5.

4.7 $olderability

4.7.1 General

See IEC 60384-1:2008, 4.15 with the folowing details:

4.7.2 Test conditions

The test conditions shall be, specified in the detail specification. Preconditioning, ag
not reqpired, unless otherwise specified in the detail specification.

4.7.3 Final inspections and requirements

See Taple 5.

4.8 Rapid change of temperature

4.8.1 L General

ation.

bing, is

See IEC 60384-1:2008, 4.16 with the following details.

The capacitors shall be mounted according to 4.1.

4.8.2

See Ta

4.8.3

Initial inspections
ble 5.
Test conditions

Test conditions are as follows:

— The capacitors shall be tested for 5 cycles;
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— The duration of the exposure at each temperature limit shall be 30 min.

4.8.4

Final inspections and requirements

See Table 5.

4.9 Climatic sequence

4.9.1

General

See |IEC 60384-1:2008, 4.21 with the following details:

The capacitorsstrattbemounted=according to 4+

4.9.2 Initial inspections

See Taple 5.

4.9.3 Dry heat

See IEC 60384-1:2008, 4.21.

4.9.4 Damp heat, cyclic, test Db, first cycle

See IEC 60384-1:2008, 4.21.

4.9.5 Cold

See IEC 60384-1:2008, 4.21.

4.9.6 Damp heat, cyclic, test Db, remaining cycles

See IEC 60384-1:2008, 4.21 with the<following details.

Within [15 min after removal from' the damp heat test, the rated voltage shall be app
1 min at measuring point 1a)-using the test circuit conditions as given in 4.3.1.
NOTE Foint 1a) as specified.in Table 3 of IEC 60384-1:2008.

4.9.7 Recovery:

The regovery period shall be 1 hto 2 h.

4.9.8 Final inspections and requirements

See Table 5.

4.10 Damp heat, steady state

4.10.1

General

See IEC 60384-1:2008, 4.22 with the following details.

The capacitors shall be mounted according to 4.1.

4.10.2

See Ta

Initial inspections

ble 5.

ied for
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4.10.3 Test conditions

Test conditions are as follows:

Temperature: 40 °C + 2 °C;
(93 + 3) %;
No voltage shall be applied;

4,10, 21 and 56 days.

Relative humidity:

Applied voltage:
Duration:

4.10.4 Recovery

The regeveryperiod-shalt-bed-hteo2h-

4.10.5 | Final inspections and requirements

See Taple 5.

4.11 Endurance

4.11.1 | General
See IEC 60384-1:2008, 4.23 with the following details.
The capacitors shall be mounted according to 4.1.
4.11.2 | Initial inspections
See Taple 5.
4.11.3 | Test conditions
Grade | capacitors shall be tested far(2 000 h, Grade 2 and Grade 3 capacitors for 1 0p0 h as
given in Table 12.
Table 12 — Endurance test for Grade 1, 2 and 3 capacitors
Conditions Climatic categories
Category —/100 or 105/- —/125/- —/155/-
femperature 100 °C or 125 °C 100 °C or 155 °C 100(°C or
105 °C 105 °C 10p °C
Voltage(d:c.) 1,25 Uy 1,25 U, 1,25 Uy 1,25 U, 1,26 Uy
SampIF part divided into 1 part 2 parts 2 parts

The test voltage shall be applied to each capacitor individually through a resistor, the value R
of which is equal to 0,022/Cy (), where Cy is the nominal capacitance in farads. R shall be
within 30 % of the calculated value with a maximum of 2 MQ.

After the specified period the capacitors shall be allowed to recover and shall then be
discharged across the same resistor R as defined in this subclause.

4.11.4 Final inspections and requirements

See Ta

ble 5.
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4.12
4121

Charge and discharge

General

See |IEC 60384-1:2008, 4.27 with the following details.

The capacitors shall be mounted according to 4.1.

4.12.2

Initial inspections

See Table 5.

4.12.3 | Test conditions

The cdpacitors shall be subjected to 10 000 cycles of charge and dischargeyat a
approximately one cycle per second. Each cycle shall consist of charging and-discharg
capacitpr. Each capacitor shall be individually charged with the rated voltage thr
resistof with a value 220 x 10‘6/CN (©), where Cy is the nominal capacitanece in farads
value rpquired to limit the charge current to 1 A (or to the higher curfent value giver

detail

Each capacitor shall be individually discharged through a resistof.with a value of 10 x 1
(Q), with a minimum of 20 Q, or a lower value when prescribed.in the detail specificatiop.

4.12.4

The regovery period shall be 1 hto 2 h.

4.12.5

See Taple 5.

4.13
4.13.1

See |IEC 60384-1:2008, 4:3'h

4.14
4141

See |IEC 60384-1:2008, 4.32.

pecification), whichever resistance value is the greater.

Recovery

Final inspections and requirements

Component solvent resistance (if required)

General

$olvent resistance of the marking (if required)

General

rate of
ing the
bugh a
or the
in the

0-6/Cy

=}
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES
DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 20: Spécification intermédiaire — Condensateurs fixes
pour montage en surface pour courant continu a diélectrique
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de I'glectricité et de I'électronique. A cet effet, 'lEC — entre autres activités — publie’des Normes intern
pécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessiples au public (PAP) et des
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en film de sulfure de polyphényléne métallisé
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L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits

de br

evets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60384-20 a été établie par le comité d’études 40 de I'lEC:
Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Cette troisiéme édition annule et remplace la deuxieéme édition parue en 2008 et constitue
une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a) Révision de la structure fondé sur les Directives ISO/IEC, Partie 2:2011 (sixieme édition)
dans la mesure du possible, et harmonisation avec d’autres types de documents similaires.
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b) En outre, révision de I'Article 4 et des tableaux et pour éviter les redondances
contradictions.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
40/2381/FDIS 40/2394/RVD

et les

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Cette plublication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une ligte de toutes les parties de la série IEC 60384, publiées sous Je titre
Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques, peut étrenconsultésd
site wep de I'lEC.

jénéral
sur le

Le conlité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas.modifié avant la date de

stabilit¢ indiquée sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch” dans les d
relativels a la publication recherchée. A cette date, la publication_sefa

e reconduite,

e supprimée,

e remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.

bnnées
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CONDENSATEURS FIXES UTILISES
DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 20: Spécification intermédiaire — Condensateurs fixes
pour montage en surface pour courant continu a diélectrique
en film de sulfure de polyphényléne métallisé

omaine d’application

ssente partie de I'|EC 60384 s’applique aux condensateurs fixes pour mont
pour courant continu a électrodes métallisées et a diélectrique” en sulf]
nyléne destinés aux équipements électroniques. Ces condensateurs sont équ
de connexion métallisés ou de bandes de brasure et sont(destinés a étre
ent sur des substrats pour circuits hybrides ou sur des cartés imprimées. lIs
avoir des propriétés "d'autorégénération” en fonction des conditions d'utilisation

hge en
ure de
pés de
montés
euvent
bt sont

principalement destinés a des applications dans lesquelles Ya“composante alternative est

petite gar rapport a la tension assignée.

Ces condensateurs sont divisés en 3 classes. La classe de performance 1 concerna
longue [durée de vie, la classe de performance 2 concernant un usage courant et la cla
performance 3 s’agissant du type miniature.

Les condensateurs d’antiparasitage ne sont pas inclus, mais ils sont couver
I'IEC 60384-14.

Les condensateurs dont l'utilisation(¢oncerne les moteurs ou lampes fluorescente
exclus fu domaine d’application della présente norme.

1.2 Objet

La présente norme a (pour objet de spécifier les valeurs assignées et caractéri
préférentielles, de sélectionner, en se référant a I'lEC 60384-1, les procédures d’ass
de la gualité, les essais et les méthodes de mesure appropriés et de donner les exiger
performpances géférales pour ce type de condensateur. Les sévérités et les exigences
précisées dans_les spécifications particulieres se rapportant a la présente norme

présenfer des niveaux de performance supérieurs ou égaux, les niveaux de perfo
infériedrs/n*étant pas autorisés.

nt une
sse de

ts par

s sont

stiques
urance
ces de
d'essai
doivent
‘mance

1.3 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de maniére normative, en intégralité ou en
partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les
références datées, seule I'édition citée s’applique. Pour les références non datées, la
derniére édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60062:2004, Codes de marquage des résistances et des condensateurs
IEC 60063, Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs

IEC 60068-1:2013, Essais d'environnement — Partie 1: Généralités et lignes directrice

S
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IEC 60384-1:2008, Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques -
Partie 1: Spécification générique

IEC 61193-2:2007, Quality assessment systems — Part 2: Selection and use of sampling
plans for inspection of electronic components and packages (disponible en anglais seulement)

ISO 3, Nombres normaux — Séries de nombres normaux

1.4 Informations a spécifier dans une spécification particuliére

1.4.1 Généralités

Les spgcifications particulieres doivent étre établies a partir de la spécification partjculiére
cadre.

Les spécifications particuliéres ne doivent pas indiquer d’exigences inférieures’ a cellgs de la
spécifigation générique, intermédiaire ou particuliere cadre. Si des exigences plus ktrictes
sont ingluses, elles doivent figurer en 1.9 de la spécification particuliere et étre indiquées
dans lejs programmes d'essai, par exemple, par un astérisque.

Les infprmations données en 1.4.2 peuvent, pour des raisons pratiques, étre présentégs sous
forme de tableau.

Les infprmations suivantes doivent étre données dans chaque spécification particuliér¢ et les
valeurs| citées doivent étre choisies de préférence/ parmi celles données dans |'article
appropfié de la présente norme.

1.4.2 Dessin d’encombrement et dimensions

Une illystration du condensateur doit étredncluse pour identifier facilement le condensateur et
le compparer a d’autres. Les dimensions et les tolérances associées, qui affectent
I'interchangeabilité et le montage, doivent étre données dans la spécification partiguliére.
Toutes|les dimensions doivent de\préférence étre indiquées en millimeétres, toutefois,| quand
les dimensions originales sont indiquées en pouces, les dimensions converties en millimétres
doivent étre ajoutées.

Les valeurs numériques(du corps doivent étre indiquées comme suit:

— pour 'usage général: la largeur, la longueur et la hauteur.

Les valeurs numériques des bornes doivent étre indiquées comme suit:

— pour les.bornes: la largeur, la longueur et I'espacement.

; ificati culiére
doit indiquer de telles informations sur les dimensions et décrire convenablement les
condensateurs.

1.4.3 Montage

La méthode de montage pour les essais et les mesurages est présentée en 4.1. La
spécification particuliére doit préciser les méthodes de montage pour une utilisation normale.

1.4.4 Valeurs assignées et caractéristiques
1.4.4.1 Généralités

Les valeurs assignées et caractéristiques doivent étre indiquées conformément aux articles
correspondants de la présente norme et respecter les points présentés ci-apres.


https://iecnorm.com/api/?name=4a7f71f8db2a4b7628728ad64d8a5459

IEC 60

384-20:2015 © IEC 2015 - 37 -

1.4.4.2 Plage de capacités nominales

Voir 2.2.1.

Si des produits homologués conformément a la spécification particuliere com
différentes plages de capacités nominales, il convient d’ajouter la déclaration suivante: "La
plage de capacités nominales disponibles dans chaque plage de tensions peut étre consultée
dans le registre des homologations, disponible par exemple sur le site web www.iecq.org, le
systéme de certification en ligne IECQ.

1.4.4.3 Caractéristiques particuliéres

portent

D’autris caracteristigues peuvent etre indiquees, si elles sont jugees necessaire
r

précis
compo

convenablement des informations relatives a la conception et aux applicati
sant.

1.4.4.4 Brasage

La spé

cification particuliére doit spécifier les méthodes d’essai, les sévérités et les exi

applicaples aux essais de brasabilité et aux essais de résistance a la-chaleur de brasa

1.4.5

Marquage

La spégification particuliere doit spécifier le contenu du marquage sur le condensateu

I'emba

1.5 Termes et définitions

Pour lgls besoins du présent document, les termes et définitions de I'lEC 60384-1:200
que les| suivants s'appliquent.

1.5.1
conde
<longu

msateur de classe de performance 1
e durée> condensateur pouf des applications longue durée avec des exigences

pour leg paramétres électriques

1.5.2
conde

<usage

nsateur de classe de performance 2

les condensateurs,de 'classe 1 ne sont pas nécessaires

1.5.3
conde

<type

sateur de classe de performance 3
inidture, faible puissance> condensateurs de type miniature possédant une

lJage. Tout écart par rapport a 1.6 doit étre indiqué“dans la spécification particulig

5, pour
ons du

gences
je.

B, ainsi

strictes

courant> condehsateur pour application courante lorsque les exigences strict¢s pour

tension

assignee inférieure a 63 V et pour lesquels des exigences moins strictes que pour les
condensateurs de classe 2 sont acceptables

1.6
1.6.1

Voir 2.

1.6.2

Marquage
Généralités
4 de '|EC 60384-1:2008, avec les détails suivants.

Informations pour le marquage

Les informations fournies par le marquage sont normalement sélectionnées dans la liste
suivante. L’'importance relative de chaque élément est indiquée par sa position dans la liste:

a) capacité nominale (en claire ou codée selon I'lEC 60062:2004);
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b) tension assignée (la tension en courant continu peut étre représentée par le symbole

——— or );

c) tolérance sur la capacité nominale;

d) tension de catégorie;

e) année et mois (ou année et semaine) de fabrication;

f) nom du fabricant et/ou marque commerciale;

g) désignation de type du fabricant;

h) référence a la spécification particuliére.

1.6.3

Marquage sur les condensateurs

Le marfjuage sur les condensateurs est présent si nécessaire.

Tout mparquage doit étre lisible et difficilement effagable par frottement des doigts.

1.6.4

Il cony

Marquage sur I'emballage

indiqualnt toutes les informations présentées en 1.6.2 si nécessaire.

2 Valeurs assignées et caractéristiques préférentielles

2.1

Caractéristiques préférentielles

Les cdtégories climatiques préférentielles doivent étre indiquées uniquement d3
caractdristiques préférentielles.

Les copdensateurs couverts par la présénte norme sont classés en catégories clim
selon Ig¢s regles générales données dans*I’Annexe A de I'lEC 60068-1:2013.

La tenpérature de catégorie inférieure et supérieure doit étre choisie parmi les
suivantes:

Tempéfature de catégoriejinférieure: -55 °C, —-40 °C et -25 °C;

Tempéfature de catégorie supérieure: +100 °C, +105 °C, +125 °C et +155 °C.

En fonctionnement continu a 155 °C au-dela de la durée d'essai d'enduran
vieillissement accéléré est a prendre en compte (voir spécification particuliére).

ient que I’emballage contenant les condensateurs comporte un marquage clair

ns les

atiques

valeurs

Les sévérités pour les essais au froid et en chaleur séche sont les températures des
catégories inférieure et supérieure respectivement.

2.2
2.21

Valeurs préférentielles des caractéristiques assignées

Capacité nominale (Cy)

Les valeurs préférentielles de capacité nominale doivent étre choisies dans la série E 6 de
I'IEC 60063 et sont:

1-15-22-3,3-4,7¢et6,8;

et leurs multiples décimaux (x 10", n: entier).

Si d’autres valeurs sont exigées, elles doivent étre choisies de préférence dans la série E 12.
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2.2.2

Tolérance sur la capacité nominale

Les valeurs préférentielles de tolérance sur la capacité nominale sont: +5 %, £10 % et £20 %.

2.2.3 Tension assignée (Ug)
Les valeurs préférentielles de la tension continue assignée choisies dans la série R 10 de
'ISO 3 sont:
1,0-16-25-4,0-5,0-6,3;
et leurs-multiples-decimaux{<10"_xn.entier)-

Il convient que la somme de la tension en courant continu et de la tension alternative de créte
appliqulée au condensateur ne dépasse pas la tension assignée.
Il convient que la valeur de la tension alternative de créte ne dépasse pas les pourcgntages
suivants de la tension assignée aux fréquences indiquées au Tableau 1 et ne spit pas
supérigure a 280 V, sauf indication contraire dans la spécification particuliére:
Tableau 1 — Pourcentage limite de la tension-assignée
a une fréquence de tension alternative
50 Hz: 20"%
100 Hz: 15 %
1 000 Hz: 3%
10 000 Hz: 1%
2.2.4 Tension de catégorie (Ug)
La tension de catégorie pour les condensateurs est indiquée au Tableau 2 et au Tablegu 3.
2.2.5 Température assignée
La valelur normalisée d€ la température assignée est 100 °C ou 105 °C.
Tableau 2 — Tensions de catégorie pour
la température de catégorie supérieure 125 °C
Dimensior]s en volt
Tompérature-decatégorie-supérieure125°C/ température-assignée100°C oul105 °C
Ur 10 16 25 40 50 63 100 160 250 400
Uc=0,80 Ug 8,0 13 20 32 40 50 80 130 200 320

Tableau 3 — Tensions de catégorie pour
la température de catégorie supérieure 155 °C

Dimensions en volt

Température de catégorie supérieure 155 °C / température assignée 100 °C ou 105 °C
Ur 10 16 25 40 50 63 100 160 250 400
Uc= 0,50 Ug 5,0 8,0 13 20 25 32 50 80 130 200
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3 Procédures d’assurance de la qualité

3.1 Etape initiale de fabrication

L’étape initiale de fabrication est I’enroulement de I'élément de condensateur ou I'opération
équivalente.

3.2 Composants de structure similaire

Les condensateurs, considérés comme ayant une structure similaire, sont des condensateurs
produits a partir de matériaux et processus similaires, bien que leurs dimensions de boitiers
et leurs valeurs puissent étre différentes.

3.3 nregistrements d’essais certifiés de lots livrés

Les infprmations exigées dans Q.9 de I'lEC 60384-1:2008 doivent étre mis€s-a disposition
lorsqu’glles sont précisées dans la spécification particuliére et lorsqu’elles, sont dempandées
par un| acheteur. Aprés I'essai d’endurance, les paramétres exigés csont la capagité, la
tangenie de I'angle de perte et la résistance d'isolement.

3.4 Procédures d’homologation
3.41 Généralités

Les prdcédures d’essais d’homologation sont présentées dans Q.5 de I'lEC 60384-1:2008.

Le programme a utiliser pour les essais d’homologation basés sur des essais lot par lof et des
essais périodiques est présenté en 3.5. La procédure utilisant un programme avec un|effectif
d'échantillon fixe est présentée en 3.4.2 et 3.43:

3.4.2 Homologation basée sur la procédure avec un effectif d’échantillon fixe

La procédure avec un effectif d’échantillon fixe est décrite au point b) de Q.5.3 de
I'IEC 60384-1:2008. L’échantillon-doit étre représentatif de la plage de condensafeurs a
homolojguer. L’échantillon peut xeprésenter la totalité ou une partie de la plage présentée
dans la| spécification particuliére.

L'échantillon doit étre-'constitué de quatre éprouvettes possédant les tensions assgignées
maximales et minimales et, pour ces tensions, les capacités maximales et minimales. En
présenge de plus."de’ quatre tensions assignées, une tension intermédiaire doit éggdlement
faire I'pbjet d’essais. De ce fait, pour I'homologation d'une plage, il est nécessaire de
soumettre aux\essais soit quatre soit six valeurs (combinaisons capacité/tension). Lorsque la
plage gst coniposée de moins de quatre valeurs, le nombre d’éprouvettes soumises 3| I’essai
doit étrp.c€lui exigé pour quatre valeurs.

Deux (pour six valeurs) ou trois (pour quatre valeurs) éprouvettes par valeur peuvent étre
utilisées pour remplacer les éprouvettes non conformes en raison d’incidents non imputables
au fabricant.

Les nombres donnés dans le Groupe 0 supposent que tous les groupes sont applicables. Si
ce n’est pas le cas, les nombres peuvent étre réduits en conséquence.

Lorsque des groupes supplémentaires sont ajoutés au programme d’essai d’homologation, le
nombre d’éprouvettes exigé pour le Groupe 0 doit étre augmenté du nombre nécessaire aux
groupes supplémentaires.

Le Tableau 4 donne le nombre d’échantillons a soumettre a essai dans chaque groupe ou
sous-groupe et le nombre admissible d’éléments non conformes pour les essais
d’homologation.
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3.4.3 Essais

Les séries complétes d'essais spécifiés dans le Tableau 4 et le Tableau 5 sont nécessaires a
I’'homologation des condensateurs couverts par une spécification particuliere. Les essais de

chaque groupe doivent étre effectués dans I'ordre indiqué.

La totalité de I'échantillon doit étre soumise aux essais du Groupe 0, puis divisée p
autres groupes.

our les

Les éprouvettes non conformes observées pendant les essais du Groupe 0 ne doivent pas

étre utilisées pour les autres groupes.

L’homdlogation est accordée lorsque le nombre d’échantillons non conformes est zéro.

Le Taljleau 4 et le Tableau 5 forment ensemble le programme d’essai aveec un
d’échantillon fixe pour I’homologation basée sur la procédure avec un effectif d’éch
fixe.

Le Tableau 4 donne le nombre d’échantillons ou d’éléments non conformes admissiblg
chaque| essai ou groupe d’essais.

effectif
antillon

bs pour

Le Tabjeau 5 donne un résumé des conditions d’essai et des exigences de performance, et

les chgix des conditions d’essai et des exigences de/performance dans la spéci
particuliere.

Il convlent que les conditions d’essai et les exigences de performance pour 'homol
basée |sur la procédure avec un effectif d’échantillon fixe soient identiques a

fication

bgation
celles

applicaples aux contréles de conformité de(fa qualité présentées dans la spécification

particuliére.
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Tableau 4 - Plan d’échantillonnage pour homologation —
Niveau d’assurance EZ

Nombre
Nombre admissible
GI’Ol;lpe Essai Paragraphe d’éprouvettes d’éléments non
n conformes
n? c
Examen visuel 4.2 1444124
Dimensions 4.2
Capacité 4.3.2
0 0
Tangente de I'angle de perte 1°33
Tension de tenue 4.3.1
Résistance d’isolement 4.3.4
Eprouvettes de rechange 12
Résistance a la chaleur de brasage 4.6
1A 12 0
Résistance du composant aux solvants P 4.13
Brasabilité 4.7
1B 12 0
Résistance du marquage aux solvants P 4.14
2 Essai de pliage du substrat 4.5 12 0
Montage 4.1
Examen visuel 421
3 Capacité 4.3.2 108 0°
Tangente de I’angle de perte 4.3.3
Résistance d’isolement 4.3.4
Essai de cisaillement 4.4 24 0
3.1 | Variations rapides de température 4.8
Séquence climatique 4.9
3.2 | Chaleur humide, essaincontinu 4.10 24 0
3.3 | Endurance 4.1 36 0
3.4 | Charge et décharge 4.12 24 0
Se|reporter au 3.4.2 pour les combinaisons capacité/tension.
Si pécessaire.
Les éprouvettesiconsidérées défectueuses aprés le montage ne doivent pas étre prises en compte pour le
calcul des_éléments non conformes admissibles pour les essais suivants. Elles doivent étre remplacdes par
de$ piéceés'de rechange.
Epfolvettes de rechange.
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Tableau 5 - Programme d’essai pour homologation (7 sur 5)

Nombre
Numéro de paragraphe et D d’éprouvettes
ca s ou Conditions d’essai 2 et (n) Exigences de
essai ?, éléments b 2
& . ND mesurages et nombre de performance
inspection L
non-conformités
admissibles (c)
Groupe 0 ND Voir Tableau 4
4.2.1 Examen visuel Comme en 4.2.2 Se reporter a la
spécification particuliére
4.2 Dimensions Se reporter a la
(détail) spécification particuliére
4.3.2 Capacité Comme en 4.3.2.2 Selon les tolérancels
spécifiées
4.3.3 Tangente de Comme en 4.3.3.2 Voir Tableau'9
I'angle de perte
4.3.1 Tension de tenue Comme en 4.3.1.2 et Pas de claquage, nfi de
4.3.1.3 contournement élegtrique.
€laquages
adtorégénérants aJtorisés
4.3.4 Résistance Comme en 4.3.4.2 Voir Tableau 10
d’isolement
Groupd 1A D Voir Tabledu 4
4.6 Résistance a la Comme en 4.6.3
chaleur de
brasage
4.6.2 Inspections Comme en 4.3.2.2
initiales
Capacité
4.6.4 Reprise Comme en 4.6.4
4.6.5 | Inspections finales Comme en 4.2.2 Aucun signe de donmage
Examen visuel tel que des craquelures
Capacité Comme en4.3.2.2 |AC/C| <2 % de 12
valeur mesurée en4.6.2,
toutefois,
<3 % pour la Classg 3
4.13 Résistance du Comme en 4.13 Se reporter a la
composant aux Méthode 2 spécification partictiliere
solvants ¢ ¢©
Groupg 1B D Voir Tableau 4
4.7 Brasabilité Comme en 4.7.2
4.7.3 | Inspections-finales Comme en 4.2.2 Les parties a soudgr
Examen yisdél doivent étre recouvertes
d’'une couche de brjasure
neuve ne comportant que
trés peu d'imperfedtions
isolées telles que des
perferations—ou-des zones
non mouillées ou
démouillées. Ces
imperfections ne doivent
pas étre concentrées sur
une zone.
4.14 Résistance du Comme en 4.14 Marquage lisible

marquage aux
solvants ¢ ©

Méthode 1
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Tableau 5 (2 sur 5)

Nombre
Numéro di p'ar'agraphe et D ou Conditions d’essai ? et d’éprouvettes Exigences de
essai 2, éléments b (n) et nombre de 2
ve . ND mesurages " performance
d’inspection non-conformités
admissibles (c¢)
Groupe 2 D Voir Tableau 4
4.5 Essai de pliage du Voir I'lEC 60384-
substrat 1:2008,4.35
4.5.2  Inspections initiales Comme en 4.3.2.2
Capacité
453 :IIDPUbt;UIID IK;IIG:CD
Examen visuel Comme en 4.2.2 Aucun dommage vigible
Capacité Comme en 4.3.2.2 (avec | AC/C| pdurta Clgsse 1
carte en position pliée) et Classge\2:
<2 %,"'Classe 3:
<5 %yde la valeur mesurée
en4.5.2.
Groupe|3 D Voir Tableau 4
4.1 Montage Comme en 4.1
Matériau du substrat: ... ¢
Examen visuel Comme en 4.2.2 Se reporter a la
spécification partictiliere
Capacité Comme en 4.3.2.2 | Ac/C| pour la Clgsse 1 et
Classe 2:
<2 %, Classe 3:
<3 % de la valeur mesurée
en 4.3.2
Tangente de 'angle Comme en 4.3.32 Se reporter a la
de perte spécification partictiliére
Résistance Comme en4:3.4.2 Se reporter a la
d’isolement spécification partictiliere
Sous-gfoupe 3.1 D Voir Tableau 4
4.4 Essai de Cemme en 4.4
cisaillement
4.8 Variations rapides Comme en 4.8.3
de température Tp = Température de
catégorie inférieure
Tg = Température de
catégorie supérieure
4.8.2 |Inspections jinitiales
Capacité Comme en 4.3.2.2
T-angente de I'angle Comme en 4.3.3.2
do-perte
4.8.4 Inspections finales
Examen visuel Comme en 4.2.2 Aucun dommage visible
Capacité Comme en 4.3.2.2 Se reporter a la
spécification particuliére
Tangente de I'angle Comme en 4.3.3.2 Se reporter a la
de perte spécification particuliére
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Tableau 5 (3 sur 5)

Numéro de paragraphe et
essai 2, éléments
d’inspection

Conditions d’essai ? et
mesurages

Nombre
d’éprouvettes
(n) et nombre de
non-conformités
admissibles (c¢)

Exigences de
performance 2

4.9 Séquence
climatique
4.9.2 Inspections
initiales
Capacité Comme en 4.3.2.2
Tangente de Ccomme en 4.3.3.4
I’angle de perte a
10 kHz pour
Cy<1uF
a 1 kHz pour Comme en 4.3.3.2
Cy>1uF
4.9.2 Chaleur séche Comme en 4.9.3
Température:
température de catégorie
supérieure
Durée: 16 h
494 Chaleur humide, Comme en 4.9.4
cyclique, essai Db,
premier cycle
495 Froid Comme en 4.9.5
Température: température
de catégorie inférieure
Durée: 2 h
4.9.6 Chaleur humide, Comme en 4.9%6 Voir Tableau 4
cyclique, essai Db,
cycles restants
4.9.7 Reprise Comme'en 4.9.7
4.9.8 Inspections finales
Examen visuel Comme en 4.2.2 Aucun dommage vigible
Marquage lisible
Capacité Comme en 4.3.2.2 | AC/C| pour la Clgsse 1
et Classe 2:
<3 %, Classe 3:
<5 % de la valeur mesurée
en 4.9.2.
Tangente de
I’angle-de perte:
& 10-kHz pour Comme en 4.3.3.4 Augmentation de tgn &
C'<1uF <0,002 5 pour la Classe 1
<0,004 pour Ta Classe 2
<0,005 pour la Classe 3
par rapport aux valeurs
mesurées en 4.9.2
a 1 kHz pour Comme en 4.3.3.2 Augmentation de tan &
Cy > 1uF <0,001 5 pour la Classe 1
<0,002 5 pour la Classe 2
<0,003 pour la Classe 3
par rapport aux valeurs
mesurées en 4.9.2
Résistance Comme en 4.3.4.2 >50 % des valeurs en
d’isolement 4.3.4.3, toutefois

>25 % pour la Classe 3
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Tableau 5 (4 sur 5)

Nombre
Numéro d?, p'alzagraphe et D Conditions d’essai 2 et d’éprouvettes Exigences de
essai 2, éléments ou (n) et nombre de A
d’inspection ND ® mesurages non-conformités performance
admissibles (¢)
Sous-groupe 3.2 D Voir Tableau 4
4.10 Chaleur humide, Comme en 4.10.3
essai continu
4.10.2 Inspections
initiales
Capacité Comme en 4.3.2.2
Tangente de Comme en 4.3.3.2
I'angle de perte
4.10.4 Reprise Comme en 4.10.4
4.10.5 Inspections finales
Examen visuel Comme en 4.2.2 Aucun dommage vigible
Capacité Comme en 4.3.2.2 | AC/GH \pour la Clgsse 1 et
Classe 2-
<8)%, Classe 3:
<5% de la valeur mesurée
en 4.10.2.
Tangente de Comme en 4.3.3.2 Augmentation de tgn &
I'angle de perte <0,002 5 par rappoft aux
valeurs mesurées ¢n
4.10.2.
Résistance Comme en 4.3.4.2 >50 % des valeurs en
d'isolement 4.3.4.3, toutefois
>25 % pour la Clasge 3
Sous-gfoupe 3.3 D Voir Tableau 4

4.11 Endurance

4.11.2 Inspections
initiales
Capacité

Tangente de
I’angle de perte a
10 kHz pour
Cy<1upF

a 1 kHz pour
Cy>1uF

4.11.4 Inspections finales
Examen visuel

Capacité

Jangente de

Comme en 4.11.3

Comme en 4.3.2.2

Comme-en 4.3.3.4

Comme en 4.3.3.2

Comme en 4.2.2
Comme en 4.3.2.2

Aucun dommage vigible
Marquage lisible

| AC/C| <5 % pou
Classe 1

| AC/C| <8 % pouf la
Classe 2 et la Clasge 3
par rapport aux mepurages
en 4.11.2
Augmentation de tgn &

a

L 1 A to
Fargle-de-pertes
a 10 kHz pour
Cy<1uF

a 1 kHz pour
Cy>1uF

Résistance
d’isolement

Comme en 4.3.3.4

Comme en 4.3.3.2

Comme en 4.3.4.2

<0;003 pourta—tiasse 1
<0,005 pour la Classe 2 et
la Classe 3 par rapport aux
valeurs mesurées en 4.11.2
Augmentation de tan &
<0,002 pour la Classe 1
<0,003 pour la Classe 2 et
la Classe 3 par rapport aux
valeurs mesurées en 4.11.2
>50 % des valeurs en
4.3.4.3, toutefois

>30 % pour la Classe 3
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Tableau 5 (5 sur 5)

Nombre
d’éprouvettes
Numéro de paragraphe et D ies s . a (n) et nombre .,
essai 2, éléments ou Condl::lzf;i:'ae::al et de non- Exigences de performance
d’inspection ND b 9 conformités
admissibles
()
Sous-groupe 3.4 D Voir Tableau 4
4.12 Charge et Comme en 4.12.3
décharge
4.12.2 Inerr_\nrfinne

initiales

Capacité Comme en 4.3.2.2

Tangente de Comme en 4.3.3.4

I’angle de perte a

10 kHz pour

Cy<1uF

3 1 kHz pour Comme en 4.3.3.2

Cy>1uF

4.12.4 |Reprise Comme en 4.12.4 |ac/C| <3 % pourla Classe 1
4.12.5 |Inspections finales Comme en 4.3.2.2 | Ac/C| <5 % pourla Classe 2

Capacité R
par rapport a la valeu
mesurée en 4.12.2

Tangente de Comme en 4.3.3.4 Augmentation de tan §:

I'angle de perte: a <0,003 pour la Classe| 1

10 kHz pour <0,005 pour la Classe| 2

Cy <1 uF
par rapport aux valeuts
mesurées en 4.12.2

a 1 kHz pour Comme en 48:3.2 Augmentation de tan §:

Cy > 1uF <0,002 pour la Classe 1
<0,003 pour la Classel 2 par
rapport aux valeurs
mesurées en 4.12.2

Résistance Comme en 4.3.4.2 >50 % des valeurs en

d'isolement 4.3.4.3, toutefois
>30 % pour la Classe |3

a8 Les huméros des paragraphes des exigences d’essai et de performance font référence a I'Article 4.

b Dan ce tableau/ D= destructif, ND = non destructif.

¢ Cet pssai peut.étre effectué sur des condensateurs pour montage en surface montés sur un substrat.

4 Lorslque différents matériaux de substrat sont utilisés dans les sous-groupes individuels, il convien} que la
spégification particuliére indique le matériau de substrat utilisé dans chaque sous-groupe.

€ Sineéecessaire.

3.5 Controles de conformité de la qualité
3.51 Formation des lots d’inspection
3.5.11 Inspections des Groupes A et B

Ces essais doivent étre effectués lot par lot.

Un fabricant peut répartir la production actuelle en lots d’inspection soumis aux moyens de
protection suivants.

a) Le lot d'inspection doit étre constitué de condensateurs de structure similaire (voir 3.2).


https://iecnorm.com/api/?name=4a7f71f8db2a4b7628728ad64d8a5459

	English 
	CONTENTS
	FOREWORD
	1 General
	1.1 Scope
	1.2 Object
	1.3 Normative references
	1.4 Information to be given in a detail specification
	1.4.1 General
	1.4.2 Outline drawing and dimensions
	1.4.3 Mounting
	1.4.4 Ratings and characteristics
	1.4.5 Marking

	1.5 Terms and definitions
	1.6 Marking
	1.6.1 General
	1.6.2 Information for marking
	1.6.3 Marking on capacitors
	1.6.4 Marking on packaging


	2 Preferred ratings and characteristics
	2.1 Preferred characteristics
	2.2 Preferred values of ratings
	2.2.1 Nominal capacitance (CN)
	2.2.2 Tolerance on nominal capacitance
	2.2.3 Rated voltage (UR)
	2.2.4 Category voltage (UC)
	2.2.5 Rated temperature


	3 Quality assessment procedures
	3.1 Primary stage of manufacture
	3.2 Structurally similar components
	3.3 Certified test records of released lots
	3.4 Qualification approval procedures
	3.4.1 General
	3.4.2 Qualification approval on the basis of the fixed sample size procedure
	3.4.3 Tests

	3.5 Quality conformance inspections
	3.5.1 Formation of inspection lots
	3.5.2 Test schedule
	3.5.3 Delayed delivery
	3.5.4 Assessment levels


	4 Test and measurement procedures
	4.1 Mounting
	4.2 Visual examination and check of dimensions
	4.2.1 General
	4.2.2 Visual examination and check of dimensions
	4.2.3 Requirements

	4.3 Electrical tests
	4.3.1 Voltage proof
	4.3.2 Capacitance
	4.3.3 Tangent of loss angle (tan ()
	4.3.4 Insulation resistance

	4.4 Shear test
	4.4.1 General

	4.5 Substrate bending test
	4.5.1 General
	4.5.2 Initial inspections
	4.5.3 Final inspections and requirements

	4.6 Resistance to soldering heat
	4.6.1 General
	4.6.2 Initial inspections
	4.6.3 Test conditions
	4.6.4 Recovery
	4.6.5 Final inspections and requirements

	4.7 Solderability
	4.7.1 General
	4.7.2 Test conditions
	4.7.3 Final inspections and requirements

	4.8 Rapid change of temperature
	4.8.1 General
	4.8.2 Initial inspections
	4.8.3 Test conditions
	4.8.4 Final inspections and requirements

	4.9 Climatic sequence
	4.9.1 General
	4.9.2 Initial inspections
	4.9.3 Dry heat
	4.9.4 Damp heat, cyclic, test Db, first cycle
	4.9.5 Cold
	4.9.6 Damp heat, cyclic, test Db, remaining cycles
	4.9.7 Recovery
	4.9.8 Final inspections and requirements

	4.10 Damp heat, steady state
	4.10.1 General
	4.10.2 Initial inspections
	4.10.3 Test conditions
	4.10.4 Recovery
	4.10.5 Final inspections and requirements

	4.11 Endurance
	4.11.1 General
	4.11.2 Initial inspections
	4.11.3 Test conditions
	4.11.4 Final inspections and requirements

	4.12 Charge and discharge
	4.12.1 General
	4.12.2 Initial inspections
	4.12.3 Test conditions
	4.12.4 Recovery
	4.12.5 Final inspections and requirements

	4.13 Component solvent resistance (if required)
	4.13.1 General

	4.14 Solvent resistance of the marking (if required)
	4.14.1 General


	Bibliography
	Tables 
	Table 1 – Percentage limit of the rated voltage at a.c. voltage frequency
	Table 2 – Category voltages for upper category temperature 125 °C
	Table 3 – Category voltages for upper category temperature 155 °C
	Table 4 – Sampling plan for qualification approval – Assessment level EZ
	Table 5 – Test schedule for qualification approval (1 of 5)
	Table 6 – Lot-by-lot inspection
	Table 7 – Periodic tests
	Table 8 – Test voltages
	Table 9 – Tangent of loss angle limits
	Table 10 – Requirements insulation resistance
	Table 11 – Correction factor dependent on test temperature
	Table 12 – Endurance test for Grade 1, 2 and 3 capacitors


	Français
	SOMMAIRE
	AVANT-PROPOS
	1 Généralités
	1.1 Domaine d’application
	1.2 Objet
	1.3 Références normatives
	1.4 Informations à spécifier dans une spécification particulière
	1.4.1 Généralités
	1.4.2 Dessin d’encombrement et dimensions
	1.4.3 Montage
	1.4.4 Valeurs assignées et caractéristiques
	1.4.5 Marquage

	1.5 Termes et définitions
	1.6 Marquage
	1.6.1 Généralités
	1.6.2 Informations pour le marquage
	1.6.3 Marquage sur les condensateurs
	1.6.4 Marquage sur l'emballage


	2 Valeurs assignées et caractéristiques préférentielles
	2.1 Caractéristiques préférentielles
	2.2 Valeurs préférentielles des caractéristiques assignées
	2.2.1 Capacité nominale (CN)
	2.2.2 Tolérance sur la capacité nominale 
	2.2.3 Tension assignée (UR)
	2.2.4 Tension de catégorie (UC)
	2.2.5 Température assignée


	3 Procédures d’assurance de la qualité
	3.1 Étape initiale de fabrication
	3.2 Composants de structure similaire
	3.3 Enregistrements d’essais certifiés de lots livrés
	3.4 Procédures d’homologation
	3.4.1 Généralités
	3.4.2 Homologation basée sur la procédure avec un effectif d’échantillon fixe
	3.4.3 Essais

	3.5 Contrôles de conformité de la qualité
	3.5.1 Formation des lots d’inspection
	3.5.2 Programme d’essai
	3.5.3 Livraison différée
	3.5.4 Niveaux d’assurance


	4 Procédures d’essai et de mesure
	4.1 Montage
	4.2 Examen visuel et contrôle des dimensions
	4.2.1 Généralités
	4.2.2 Examen visuel et contrôle des dimensions
	4.2.3 Exigences

	4.3 Essais électriques
	4.3.1 Tension de tenue
	4.3.2 Capacité
	4.3.3 Tangente de l’angle de perte (tan ()
	4.3.4 Résistance d’isolement

	4.4 Essai de cisaillement
	4.4.1 Généralités

	4.5 Essai de pliage du substrat
	4.5.1 Généralités
	4.5.2 Inspections initiales
	4.5.3 Inspections finales et exigences

	4.6 Résistance à la chaleur de brasage
	4.6.1 Généralités
	4.6.2 Inspections initiales
	4.6.3 Conditions d’essai
	4.6.4 Reprise
	4.6.5 Inspections finales et exigences

	4.7 Brasabilité
	4.7.1 Généralités
	4.7.2 Conditions d’essai
	4.7.3 Inspections finales et exigences

	4.8 Variations rapides de température
	4.8.1 Généralités
	4.8.2 Inspections initiales
	4.8.3 Conditions d’essai
	4.8.4 Inspections finales et exigences

	4.9 Séquence climatique
	4.9.1 Généralités
	4.9.2 Inspections initiales
	4.9.3 Chaleur sèche
	4.9.4 Chaleur humide, cyclique, essai Db, premier cycle
	4.9.5 Froid
	4.9.6 Chaleur humide, cyclique, essai Db, cycles restants
	4.9.7 Reprise
	4.9.8 Inspections finales et exigences

	4.10 Chaleur humide, essai continu
	4.10.1 Généralités
	4.10.2 Inspections initiales
	4.10.3 Conditions d’essai
	4.10.4 Reprise
	4.10.5 Inspections finales et exigences

	4.11 Endurance
	4.11.1 Généralités
	4.11.2 Inspections initiales
	4.11.3 Conditions d’essai
	4.11.4 Inspections finales et exigences

	4.12 Charge et décharge
	4.12.1 Généralités
	4.12.2 Inspections initiales
	4.12.3 Conditions d’essai
	4.12.4 Reprise
	4.12.5 Inspections finales et exigences

	4.13 Résistance du composant aux solvants (si nécessaire)
	4.13.1 Généralités

	4.14 Résistance du marquage aux solvants (si nécessaire)
	4.14.1 Généralités


	Bibliographie
	Tableaux
	Tableau 1 – Pourcentage limite de la tension assignée à une fréquence de tension alternative
	Tableau 2 – Tensions de catégorie pour la température de catégorie supérieure 125 °C
	Tableau 3 – Tensions de catégorie pour la température de catégorie supérieure 155 °C
	Tableau 4 – Plan d’échantillonnage pour homologation – Niveau d’assurance EZ
	Tableau 5 – Programme d’essai pour homologation (1 sur 5)
	Tableau 6 – Inspection lot par lot
	Tableau 7 – Essais périodiques
	Tableau 8 – Tensions d'essai
	Tableau 9 – Limites de la tangente de l'angle de perte
	Tableau 10 – Exigences relatives à la résistance d'isolement
	Tableau 11 – Facteur de correction en fonction de la température d'essai
	Tableau 12 – Essai d'endurance pour les condensateurs des Classes 1, 2 et 3





